
Testovaný parametr Průměr etalonu 

Tloušťka filtru D10 
Ostatní parametry měření 

𝑈 [𝑘𝑉] 𝐼 [𝜇𝐴] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 
180 124 1000 2 20 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D10

bez filtru 0,25 [mm] 0,5 [mm] 1 [mm]



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Tloušťka filtru D25 
Ostatní parametry měření 

𝑈 [𝑘𝑉] 𝐼 [𝜇𝐴] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 
198 68 2000 1 12,5 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D25

bez filtru 0,25 [mm] 0,5 [mm] 1 [mm]



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Tloušťka filtru D50 
Ostatní parametry měření 

𝑈 [𝑘𝑉] 𝐼 [𝜇𝐴] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 
215 118 2000 1 12,5 
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Relativní úchylky jednotlivých vad - D50

bez filtru



  



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Čas integrace a zesílení D10 
Ostatní parametry měření 

𝑈 [𝑘𝑉] 𝐼 [𝜇𝐴] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
180 124 2000 12,5 0,25 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D10 
IT=1000; vx=12,5

g=1 g=2 g=4 g=8 g=16



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Čas integrace a zesílení D10 
Ostatní parametry měření 

𝑈 [𝑘𝑉] 𝐼 [𝜇𝐴] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
180 124 1000 12,5 0,25 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D10
IT=2000; vx=12,5 

g=1 g=2 g=4 g=8 g=16



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Čas integrace a zesílení D25 
Ostatní parametry měření 

𝑈 [𝑘𝑉] 𝐼 [𝜇𝐴] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
180 124 1000 12,5 0,5 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D25 
IT=1000; vx=12,5

g=1 g=2 g=4 g=8 g=16



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Čas integrace a zesílení D25 
Ostatní parametry měření 

𝑈 [𝑘𝑉] 𝐼 [𝜇𝐴] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
180 124 2000 12,5 0,5 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D25 
IT=2000; vx=12,5

g=1 g=2 g=4 g=8 g=16



  



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Urychlovací napětí a proud D10 
Ostatní parametry měření 

𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
2000 1 12,5 0,25 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D10
U=180 kV

74; q=1 99; q=1,5 137; q=2



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Urychlovací napětí a proud D10 
Ostatní parametry měření 

𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
2000 1 12,5 0,25 

 

 

  

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

0,5 V 0,5 B 0,5 K 0,25 V 0,25 B 0,25 K

R
el

at
iv

n
í ú

ch
yl

ka

Relativní úchylka jednotlivých vad - D10
U=198 kV

68 A; q=1 96 A; q=1,5 124 A; q=2



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Urychlovací napětí a proud D10 
Ostatní parametry měření 

𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
2000 1 12,5 0,25 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D10
U=216 kV

62 A; q=1 89 A; q=1,5 115 A; q=2



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Urychlovací napětí a proud D25 
Ostatní parametry měření 

𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
2000 1 12,5 0,5 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D25
U=180 kV

I=74 [µA] I=99 [µA] I=137 [µA]



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Urychlovací napětí a proud D25 
Ostatní parametry měření 

𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
2000 1 12,5 0,5 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D25
U=198 kV

68; q=1 96; q=1,5 124; q=2



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Urychlovací napětí a proud D25 
Ostatní parametry měření 

𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
2000 1 12,5 0,5 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D25
U=216 kV

I=62 [µA] I=89 [µA] I=115 [µA]



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Urychlovací napětí a proud D50 
Ostatní parametry měření 

𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
2000 1 12,5 žádný 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D50
U=200 kV

I=67 [µA] I=95 [µA] I=124 [µA] I=154 [µA]



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Urychlovací napětí a proud D50 
Ostatní parametry měření 

𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
2000 1 12,5 žádný 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D50
U=210 kV

I=64 [µA] I=93 [µA] I=124 [µA] I=148 [µA]



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Urychlovací napětí a proud D50 
Ostatní parametry měření 

𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
2000 1 12,5 žádný 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D50
U=215 kV

I=62 [µA] I=88 [µA] I=118 [µA] I=144 [µA]



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Urychlovací napětí a proud D50 
Ostatní parametry měření 

𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
2000 1 12,5 žádný 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D50
U=215 kV

I=62 [µA] I=88 [µA] I=118 [µA] I=144 [µA]



  



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Voxel D10 
Ostatní parametry měření 

𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑈 [𝑘𝑉]] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
12,5 180 2000 1 0,25 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D10
vx=12,5

74 µA; q=1 99 µA; q=1,5 137 µA; q=2



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Voxel D10 
Ostatní parametry měření 

𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑈 [𝑘𝑉]] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
12,5 198 2000 1 0,25 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D10
vx=12,5

68 µA; q=1 96 µA; q=1,5 124 µA; q=2



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Voxel D10 
Ostatní parametry měření 

𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑈 [𝑘𝑉]] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
12,5 216 2000 1 0,25 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D10
vx=12,5

62 µA; q=1 89 µA; q=1,5 115 µA; q=2



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Voxel D10 
Ostatní parametry měření 

𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑈 [𝑘𝑉]] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
25 180 2000 1 0,25 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D10
vx=25

158 µA; q=1 206 µA; q=1,5 275 µA; q=2



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Voxel D10 
Ostatní parametry měření 

𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑈 [𝑘𝑉]] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
25 198 2000 1 0,25 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D10
vx=25

143 µA; q=1 187 µA; q=1,5 250 µA; q=2



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Voxel D10 
Ostatní parametry měření 

𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑈 [𝑘𝑉]] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
25 216 2000 1 0,25 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D10
vx=25

131 µA; q=1 171 µA; q=1,5 230 µA; q=2



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Voxel D25 
Ostatní parametry měření 

𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑈 [𝑘𝑉]] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
12,5 180 2000 1 0,5 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D25
vx=12,5

74 µA; q=1 99 µA; q=2 137 µA; q=2



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Voxel D25 
Ostatní parametry měření 

𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑈 [𝑘𝑉]] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
12,5 198 2000 1 0,5 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D25
vx=12,5

68 µA; q=1 96 µA; q=1,5 124 µA; q=2



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Voxel D25 
Ostatní parametry měření 

𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑈 [𝑘𝑉]] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
12,5 216 2000 1 0,5 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D25
vx=12,5

62 µA; q=1 89 µA; q=1,5 115 µA; q=2



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Voxel D25 
Ostatní parametry měření 

𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑈 [𝑘𝑉]] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
25 180 2000 1 0,5 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D25
vx=25

158 µA; q=1 275 µA; q=2



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Voxel D25 
Ostatní parametry měření 

𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑈 [𝑘𝑉]] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
25 198 2000 1 0,5 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D25
vx=25

143 µA; q=1 250 µA; q=2



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Voxel D25 
Ostatní parametry měření 

𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑈 [𝑘𝑉]] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
25 216 2000 1 0,5 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D25
vx=25

131 µA; q=1 230 µA; q=2



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Voxel D50 
Ostatní parametry měření 

𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑈 [𝑘𝑉]] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
12,5 200 2000 1 žádný 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D50
U=200 kV

I=67 [µA] I=95 [µA] I=124 [µA] I=154 [µA]



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Voxel D50 
Ostatní parametry měření 

𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑈 [𝑘𝑉]] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
12,5 210 2000 1 žádný 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D50
vx=12,5

I=64 [µA] I=93 [µA] I=124 [µA] I=148 [µA]



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Voxel D50 
Ostatní parametry měření 

𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑈 [𝑘𝑉]] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
12,5 215 2000 1 žádný 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D50
vx=12,5

118 µA; q=2 144 µA; q=2,5



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Voxel D50 
Ostatní parametry měření 

𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑈 [𝑘𝑉]] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
25 200 2000 1 žádný 

 

 

  

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

0,5 V 0,5 B 0,5 K 0,25 V 0,25 B 0,25 K 0,1 V 0,1 B 0,1 K

R
el

at
iv

n
í ú

ch
yl

ka

Relativní úchylka jednotlivých vad - D50
vx=25

142 µA; q=1 185 µA; q=1,5 252 µA; q=2



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Voxel D50 
Ostatní parametry měření 

𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑈 [𝑘𝑉]] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
25 210 2000 1 žádný 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D50
vx=25

178 µA; q=1,5 236 µA; q=2 296 µA; q=2,5



Testovaný parametr Průměr etalonu 

Voxel D50 
Ostatní parametry měření 

𝑣𝑥 [𝜇𝑚] 𝑈 [𝑘𝑉]] 𝐼𝑇 [𝑚𝑠] 𝑔 [−] 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 𝐶𝑢 [𝑚𝑚] 
25 215 2000 1 žádný 
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Relativní úchylka jednotlivých vad - D50
vx=25

233 µA; q=2 289 µA; q=2,5


